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(57) Abstract: A raster microscope provided with an exciting light beam (3) for optically exciting a first sample area; also provided 
with a stimulating light beam (15) for triggering the stimulated emission or for further excitation in another sample area at least 
^? partially overlapping with the first sample area; at least one lens (45) for focusing the exciting light beam (3) and stimulating light 
beam (15), further compnising an optical component (23) for influencing the form of the focus of the exciting light beam (3) and/or 
stimulating light beam (15). The raster microscope is characterized in that at least one lens (29, 57) is provided for imaging the 
optica] component in the aperture (59) of the lens (45). The size of the image of the optical comjx>nent (23) is adjustable. 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Ein Rastermikroskop mit einem Anregungslichtstrahl (3) zum opdschen Anregen eines ersten Proben- 
bereichs, mit einem Stimulations! ichtstrahl (15) zum AuslSsen einer stimulierten Emission oder einer weiteren Anregung in einem 
weiteren, zumindest teilweise mit dem ersten Probenbereich Uberlappenden Probenbereich, mit zumindest einem Objektiv (45) zum 
Fokussieren des Anregungslichtstrahl s (3) und des StimulationsHchtstrahls (15) und mit einem optischen Bauteil (23) zur Beeinflus- 
sung der Form des Fokus des Anregungslichtstrahl s (3) und/oder des Stimulationslichtstrahls (15) ist offenbart. Das Rastermikroskop 
ist dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine Optik (29, 57) zum Abbilden des optischen Bauteils in die Pupille (59) des Objek- 
tivs (45) vorgesehen ist, wobei die GrdBe des Abbildes des optischen Bauteils (23) einstellbar ist 



